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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

積層造形材法によって作成したW-NiFe二相合金バルク試料における粒界など各種
微細組織因子の構造解析を行う。

実験
Experimental

今回は、タングステン相とNiFe相との異相粒界を透過電子顕微鏡観察するための試
料をFIB法で作製する。観察目的に合った試料加工条件を探索するとともに自動運
転による試料作製が可能かを検証することを目的とした試作を行う。

結果と考察
Results and Discussion

作成ままの試料は試料表面に凹凸があり、また目的とする組織因子（粒界など）が
表面から見えないことより使用した装置の特徴である自動運転による試料作成が適
応できなかった。また、タングステン合金は試料厚さを一般的な目標値よりも薄く
しないと明瞭な電子顕微鏡像が得られないため、標準的な加工条件では目的に適っ
た試料が得られないことが判明した。なお、試料作製法によるのか加工条件による
のかは不明であるが、作製後数週間で試料が著しく湾曲してしまい電子顕微鏡像観
察を継続することが不可能となった。
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